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非破壊検査法による食品中の放射性セシウムスクリーニング法について 
 
 
 食品中の放射性セシウムスクリーニングに当たっては、平成 23 年 10 月４日

付け事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について」（最終改

正：平成 24 年３月１日）を参照し、実施しているところです。 
 今般、まつたけについて、試料の細切や混和を要しない、いわゆる非破壊検査

法による放射性セシウムスクリーニング法の検討がなされたことを受け、別添の

「非破壊検査法による食品中の放射性セシウムスクリーニング法」を定めました

のでお知らせします。 
  



（別添） 
非破壊検査法による食品中の放射性セシウムスクリーニング法 
 
１．非破壊検査法による放射性セシウムスクリーニング法 

 
放射性セシウム濃度が基準値よりも低い食品を確実に判別するための、試料の細切や

混和を要しない、いわゆる非破壊検査法によるスクリーニング法を策定した。 
一般食品のスクリーニング法である、試料の細切等の前処理を伴ういわゆる破壊検査

法は、放射線計測で重要な放射線源と検出器の位置関係であるジオメトリを試料容器と

試料の均質性によって制御しているが、非破壊検査法はそれらの測定条件を設定しない

ため、基本的なスクリーニングの考え方は同じでも、同じような装置、手法であっても

同じ測定精度を望むことはできない。測定上重要な因子群を一定の幅をもって標準作業

手順書で規定し、精度・真度を一定の範囲内に制御することが重要である。 
非破壊検査法によるスクリーニング法の性能要件等は以下のとおりとする。従来のス

クリーニング法で規定されている要件のいくつかはスクリーニングレベルの検証に含有

させている。 
なお、スクリーニングの結果、放射性セシウムが基準値よりも低いと判断できない検

体はゲルマニウム半導体によるガンマ線スペクトロメトリーによる試験法等を用いて検

査結果を確定するものとする。 
参考に、性能要件を満たすことを確認した実例及び分析機器情報も添付するので、非

破壊検査法を行う際には参照されたい。 

 
１ 分析対象 放射性セシウム（Cs-134 及び Cs-137） 

 
２ 対象食品 まつたけ 

 
３ 分析方法 以下に示す性能を有する方法とする。  

バックグラウンド値 ブランク状態（試料を入れない状態）の測定値とし、下記のス

クリーニングレベルを担保できる値であること。 
校正 適切な標準線源を用いて計数効率が校正されていること。 

校正は１年に１回以上実施すること。 
真度 下記のスクリーニングレベルを担保できる値であること。 
スクリーニングレベル 25 Bq/kg 以上とすること。 

設定した測定条件において、スクリーニングレベルにおける測

定値の 99％区間上限が基準値レベルで得られる測定値以下で

あること。 
 
４ 検査結果の信頼性管理 

１）測定日ごとにブランクを測定し、バックグラウンドが高くなっていないこと、



分析系に放射性表面汚染がないことを確認する。 
２）測定日ごとに標準線源又は濃度既知の試料の測定によって機能確認を行い、真

度が変化していないことを確認する。 
３）測定日ごとにエネルギー校正を実施する。 
４）測定場所の空間線量の変動はバックグラウンドに影響を与え、温度の変化及び

印加電圧の変動はエネルギー校正結果に影響を与えるので、校正を行った測定

環境を維持するように注意する。測定場所の移動等により上記条件が変動した

場合は、エネルギー校正を行い、標準線源を測定して、真度を確認する。 
５）試料を検出器にセットする際には、その形状に留意する。（繰り返して測定す

る場合は、試料を再分散させるなど検査結果の偏りを小さくするように留意す

る。） 
６）試料による分析系の放射性表面汚染、あるいは試料間の汚染が起こらないよう

に留意する。特に検出部位の汚染を防ぐため、検出器をポリエチレン袋で覆う、

袋の外側に試料を付着させない等の措置を講じる。 
７）試料の取り違えを防止するための措置を講じる。 

 
５ 検査結果の記載  

スクリーニング法は、放射性セシウム濃度がスクリーニングレベル以下である食品

を、基準値以下と判定できるよう性能要件を設定したものであり、精確な測定値を得

ることを目的としていない。従って、スクリーニング法により得られた検査結果につ

いては、上記内容を踏まえ、以下の内容を記載する。 
１）測定に使用した機器の種類、型式 
２）検査結果について 
・スクリーニングレベル以下である場合は、「＜〇〇Bq/kg」（○○はスクリーニン

グレベル）とする。 
・スクリーニングレベルより高い場合は、ゲルマニウム半導体を用いたガンマ線スペ 

クトロメトリー等による試験法により検査結果を確定する。 
 

 
  



２．非破壊検査法による食品中の放射性セシウムスクリーニング法例

示 
スクリーニング法として使用可能と考えられる非破壊式放射能測定装置（シンチレーシ

ョンスペクトロメータ）による方法を、例示として示す。性能の求め方及び分析上留意す

べき点も記載する。他の方法であっても、1. 非破壊検査法による食品中の放射性セシウム

スクリーニング法に示された条件を満たせば、スクリーニング法として使用できる。 

 
１ 装置 
一般的な説明は、平成２３年１０月４日付け事務連絡「食品中の放射性セシウムスク

リーニング法について」別添２．食品中の放射性セシウムスクリーニング法例示（以下

「食品中の放射性セシウムスクリーニング法例示」という。）と同じである。 
以下に、非破壊式放射能測定装置（シンチレーションスペクトロメータ）を非破壊検査

法による食品中の放射性セシウムスクリーニング法として用いる場合の条件について記載

する。 
１）測定エネルギー範囲：「食品中の放射性セシウムスクリーニング法例示」１ 1)と同

じ。 
２）校正と真度：「食品中の放射性セシウムスクリーニング法例示」の真度（校正）に

おいては、通常、測定容器と同じ体積標準線源を用いるが、非破壊検査法において

は測定容器を設定しないことから、同じ定義は不可能であり、測定試料とは独立し

た機器性能である校正とスクリーニングレベル設定時の測定試料に依存した機器性

能である真度に分けて性能要件としている。ここでの校正は、バックグラウンド及

び数え落としが十分無視できる計数率を与える標準線源を、機器の製造者の定める

位置に設置して測定する。バックグラウンドを差し引いた正味指示値を試験に用い

た標準線源の測定時点の放射能で除し、機器のレスポンスを求める。この試料測定

空間におけるレスポンスが規定した時点（例えば、出荷時、納品時、スクリーニン

グレベル設定時など）から使用の間、継続的に異ならない（許容範囲内である）こ

とを確認する。許容範囲は真度に影響を及ぼさない範囲とし、許容範囲を逸脱し機

器の修理・調整等を行った場合には、再度使用前に校正する。線源としては、Cs-
137 の標準線源（点線源など）が、入手が容易で扱いやすい。一方、ここでの真度

は、測定対象試料に対する濃度換算係数の初回使用前の設定・確認であり、これに

よりスクリーニングレベルが担保されていることを確保する。 
３）測定下限値については、非破壊検査法においては試料形状を規定しないため設定

しない。測定感度は、試料形状（不均一性を含む）、機器計数効率、測定時間、

バックグラウンド等に依存するが、これらを含めてスクリーニングレベルにおい

て規定する。ただし、スクリーニングレベルを満足する試料の供試量（g）の範囲

は予め定めるものとする。 
４）測定環境の維持については、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法例示」１ 

4)と同じ。 



５）測定結果は、試料と検出器のジオメトリ（空間的位置関係）の影響を受けるため、

試料の測定は、スクリーニング法としての性能の確認（真度の確認）における試料

と検出器のジオメトリ条件の範囲内で行う必要がある。（例えば、性能の確認にお

ける試料測定時の試料の写真などもこの判断に有効と考えられる。）測定時間や測

定回数も真度確認における条件と同一条件とする。また、試料の前処理を行わない

非破壊式の場合には、試料中の放射性セシウムの不均一分布が結果に影響を及ぼし

得る。この影響を回避するために、試料の特性を考慮して試料を測定の都度再分散

させて繰り返し測定を行い、検査結果の偏りを小さくするようにするなどの措置を

採ることは検査の信頼性を確保する上で重要である。 
 

２ スクリーニング法としての性能の確認方法   
スクリーニングレベルの確認 

スクリーニングレベルの測定値の分布の 99％上限が基準値で得られる測定値未満であ

ることを確認する。測定値の分布の 99％上限の求め方としては、以下の方法が考えられ

るが、統計的に正しい他の手法を用いても良い。 

   １）測定の繰り返しによる方法   
スクリーニングレベルにおける測定を繰り返し、測定値の平均と標準偏差から以

下の式 により 99％上限を求める。測定は実際の試料測定と同じ条件で、測定の変

動に影響する要因をできるかぎり含めて行う。繰り返し数は 5 以上とする。 
 

測定値の分布の 99％上限＝ m tk 1,0.01 s 式１ 
 

m 測定値の平均値 

s 測定値の標準偏差 

k 測定数 

tk-1,0.01 自由度 k-1、片側危険率 1％のｔ値 

 
２）回帰直線の予測区間による方法 

放射性セシウム濃度がスクリーニングレベル・基準値付近の異なる複数の試料を測

定し、回帰直線の 99％予測区間の上限を求める。 
 

回帰直線の予測区間の 99％上限＝ + 1 + + ( ̅) × , .     式２                    

m 回帰直線から予想される濃度 x における測定値 

Ve 回帰直線の誤差分散 

n 回帰に使用したデータの数 

x 放射性セシウム濃度 

x 回帰に用いた放射性セシウム濃度の平均 

Sxx 回帰に用いた放射性セシウム濃度の平方和 



 
計数率から放射能濃度への換算 正味計数率（測定試料とバックグラウンドの計数率の差）、

機器換算係数、試料重量から計算する。 
( − ) × =  

           
式３ 

 

nb：バックグラウンドの計数率 cps 
ns：試料の計数率 cps  
K：機器換算係数 Bq /cps  
W：試料の重量 kg  
C：放射性セシウムの濃度 Bq/kg 

 
 ただし、機器換算係数は、スクリーニングレベルを満足する試料の供試量（g）の定格

範囲を網羅できるものとする。機器換算係数は試料重量に対して関数化された濃度換算係

数 ( )であってもよい。 
 

( − ) × ( ) =        式４ 

 
( )：試料重量に対して関数化された濃度換算係数 

 
  



（参考） 
スクリーニング法としての性能の確認方法実例  

 
例示２．２）に示す回帰直線の予測区間による方法を用いたスクリーニング法としての

性能の確認の実例を以下に示す。 
 
対象装置：表１のとおり 

＊ 装置はプロトタイプで形式の標記がないため、機器識別用に独自に設定した。 
 
測定試料：まつたけ 
試料重量及び検体数：下図のとおり（非検出の検体を含む。） 
試料形態：複数本のまつたけをビニール袋に詰めた状態 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
試料測定条件（非破壊式放射能測定装置）：表２のとおり 

＊   試験では、測定の都度試料を攪拌し測定し、４回の測定値（ただし、未検出を除く。）

の平均値を用いた。  
＊＊  製造元推奨条件（破壊式スクリーニング検査法準拠） 
 
試料測定条件（Ge 検出器）：食品中の放射性セシウム検査法（平成 24 年 3 月 15 日付け食

安発 0315 第４号）による。 
  

装置名 形式 製造元 
そのままはかる NDA2 AFT-NDA2 （株）アドフューテック 
非破壊式放射能測定装置 FF1 日栄工業（株） 
簡易検査装置 (Hitz)＊ 日立造船（株） 

形式 測定時間/回 秒 測定回数＊/検体 回 
AFT-NDA2 300 4 

FF1 300 4 
(Hitz) 測定下限値 25Bq/kg＊* 達成時間 最長 600 4 

表１ 測定に用いた非破壊式放射能測定装置 

表２ 測定条件 



測定結果： 

（1） 形式：AFT-NDA2 

基準値（100 Bq/kg）相当の 

装置指示値：84 Bq/kg 

スクリーニングレベル： 

35 Bq/kg 
スクリーニングレベル相当の 

装置指示値（SL）：36 Bq/kg 

 
 
 
 
 

（2）形式：FF1 

基準値（100 Bq/kg）相当の 

装置指示値：87 Bq/kg 

スクリーニングレベル： 

50 Bq/kg 
スクリーニングレベル相当の 

装置指示値（SL）：46 Bq/kg 

 
 
 
 
 

（3）形式：Hitz 

基準値（100 Bq/kg）相当の 

装置指示値：89 Bq/kg 

スクリーニングレベル： 

47 Bq/kg 
スクリーニングレベル相当の 

装置指示値（SL）：46 Bq/kg 
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